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ПРЕДИСЛОВИЕ

Стремительное развитие компьютерной техники в последнее десятилетие обусловлено высокими технологиями производства элементной базы и систем автоматизированного проектирования (САПР).

Моделирование и тестирование логических схем являются одними из важнейших компонент САПР компьютерных систем. Наряду с эволюцией компьютерных систем идет эволюция методов и средств автоматизации проектирования. В настоящее время каждый этап проектирования автоматизирован. Сложность современных цифровых однокристальных систем (System On Chip – SOC) требует автоматизации проектирования всех этапов, включая моделирование и тестирование, на логическом и функциональном уровне. Это делает необходимым разработку соответствующих моделей и алгоритмов, которые частично представлены в данной работе.

Предлагаемая монография посвящена теоретическим и прикладным проблемам технической диагностики компьютерных систем. В ней, наряду с современными основными положениями моделирования и тестирования логических схем, изложены результаты, полученные авторами за последнее десятилетие, которые продолжают работы [1,2].

В первом разделе рассматриваются уровни и области моделирования цифровых систем, функциональные и структурные модели комбинационных и последовательностных схем. Материал раздела использует работы [1,2] и современную классификацию моделей цифровых систем.

Во втором разделе представлены общие принципы логического моделирования, двоичные и многозначные модели сигналов и логических элементов, компилятивные и интерпретативные модели логических схем,

анализ состязаний сигналов. Представленные результаты раздела являются

9






развитием работы [1] и освещают современный подход к логическому моделированию цифровых схем.

Третий раздел посвящен исследованию многозначных моделей базовых элементов. Разработана единая система основных многозначных алфавитов, используемых в моделировании и генерации тестов. На этой базе предложена универсальная многозначная модель, которая используется при моделировании исправных, неисправных логических схем и генерации тестов. Результаты раздела основаны на работах [3-7,

22].

В четвертом разделе описаны возможные физические дефекты для современной элементной базы, включая элементы, выполняемые по МОП

иКМОП технологиям. Рассмотрены модели этих дефектов –

неисправности на структурном и функциональном уровнях. Изложены методы сокращения множества моделируемых неисправностей.

В пятом разделе рассматриваются основные методы моделирования неисправных логических схем: последовательный, параллельные по неисправностям и наборам, дедуктивный, конкурентный. Особое внимание уделяется моделированию неисправностей в многозначных алфавитах.

Исследуется моделирование нового класса неисправностей – задержек распространения сигналов. При написании раздела использованы работы

[8-12].

Шестой раздел посвящен исследованию методов построения проверяющих тестов для комбинационных схем. Изложены основные методы генерации тестов: псевдослучайный, критических путей,

различающей функции и булевых производных, D-алгоритм, PODEM, FAN. Исследованы методы построения тестов с использованием различных многозначных алфавитов. Материал раздела использует результаты [13-15].
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